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Introducéao

O tithnio e suas ligas constituem alguns dos
principais biomateriais utilizados em diversos
implantes ortopédicos e ortoddnticos [1,2]. Devido a
este fato, diversos estudos envolvendo a investigacéo
da estabilidade e das propriedades da camada de
O6xido (passiva), formada em diferentes tipos de
eletrélito, podem ser encontrados em diversos
periédicos. O presente trabalho visa investigar,
através de estudos eletroquimicos, a cinética de
passivacdo do titdnio em diferentes solugfes
(presenca e auséncia de ions cloreto), para se obter
informagBes sobre o comportamento modelo exibido
por este material frente ao processo de corrosao.

Resultados e Discussao

A andlise da curva de polarizacdo potenciodindmica
revelou que o Ti apresenta uma grande janela de
potencial onde é verificado o comportamento passivo.
Além disso, foi verificado que a presenca de ions
cloreto exerce apenas uma fraca influéncia sobre os
parametros da corrosdo eletroquimica. O estudo
cinético de crescimento do filme passivo foi
conduzido em potencial controlado através de
medidas cronoamperométricas. Foi verificado neste
estudo que a cinética de passivagao (crescimento do
filme de Oxido) obedece ao modelo PDM (“Point
Defect Model”) no seu caso limite onde a relacdo
IN(igas) Vs. In(t) é valida. Também foi verificado que a
velocidade de crescimento do filme passivo é maxima
durante os curtos tempos de polarizacdo e pouco
influenciada pelo potencial do eletrodo e pela
presenca de ions cloreto. Os dados complementares
de impedancia eletroquimica, obtidos no potencial em
circuito aberto e em diversos potenciais da regido
passiva, foram condizentes com uma funcdo de
transferéncia contendo duas constantes de tempo (,
e ty), atribuidas a existéncia de uma camada de
Oxido passiva mais interna (CP)), a qual mantém um
contato intimo com a superficie metélica (t,= R,C,), e
outra camada passiva mais externa (CPg),
denominada de camada de oOxido-gel s = RyC,), que
mantém um contato intimo com a solugcdo. Os
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elevados valores da impedancia corroboram com a
baixa condutividade do TiO,., onde d® O.

(A)

n = (dn()dn(t)),

pas
AN bR oRrNMNWARN O N B O BN
N T — T r T r r T r

In(i__/mA cm?)

12
In(t/s)

Figura 1. Perfis representativos da cinética de passivagao
do titénio comercial (pureza> 99 %). (A) Soro Fisioldgico,
E =1V(vs Ag/AQCl); (B) Tampdo Borato, E = 0,3 V(vs.
Ag/AgCl). T=24°C.

Conclusobes |

O estudo de passivacdo do Ti revelou que a cinética
de crescimento do filme protetor de 6xido, TiO, 4 com
d << 1, principalmente nos instantes iniciais da
polarizacdo, é muito rapida e praticamente
independente do potencial e da presenca de ions
cloreto. Estes resultados estdo de acordo com as
excelentes propriedades passivantes exibidas pelo
TiO,4 sendo que sua estabilidade e rapida taxa de
renovagdo, apOs breve ruptura, assegura alguns dos
principais requisitos para seu uso como biomaterial
em implantes ortopédicos.
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